
復数の条件でPb板の特性X線ス

(7）化学状態の違

鈴特性X線スペクトル強度比の変化要因
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定量分析に用いる特性X線ピークが他の元素のピークと重なることがある例えばPbLα線（L3-M遷移）とAskα線（K-L),Pb L~ (LrM）線とFeKa線＋
Kα線サムピークといった，環境分析に重要な元素とありふれた元素のピークとが重なるこのような時，量子力学計算によるL叫（L3-Ms):Lα2 (L3-M4) 
L~ 1 (LrM4) = 9: 1: 5 という結果を利用し， LαL~ = L叫＋Lα2 L~ = 2 1 と仮定してピーク分離を行う場合があるが，実際には測定条件によりLαL~
='=;4 1 からLαL~ :::::; 1 1へと幅広く強度比が変化する
PbとAsやPbとFeの混合物の定量分析を精度良く行うためには，特性X線ピーク強度比の変化要因を知る必要がある

ベクトルを測定し， LαL~強度比の変化要因を調べた
(1) EDXかWDXか（2)X線管印加電圧，（3)1次X線フィルター，（4)SEM-EDXの電子加速電圧（5）金属の表面粗さ，（6）原子番号，
いによるLαL~強度比変化を報告する

分解能(1) EDXかWDXか

｜分解能によってピークの重なり具合が異なり見かけの強度比が変化する｜

測定条件
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Pbメ世ルのPbLαL~蛍光戸線スペクトル
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重なるピーヲ 拡大
Pb Lα と Askα 
Pbl~ と Fekα＋Kα 

Bi Lα とCrKa+ Kα 

Hg LαとGekα 
Hg LPとBrkα 

仁、ギニε三ヨ互主連註苦手ピーク分離に用いる強度比の値によって
定量結果が変わる
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励起エネルギー
(2) x線管印加電圧 ｜管電圧の違いにより入射X線スペクトルが変化し，L3.L2イオン化断面積の比が変動するため，La: L[l強度比が得 な々｛直をとる

計算｛直は実験（直とよく合っている
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(4) SEM・EDXの電子銃印加電圧

IEDXRFと同様の傾向 ｜
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白岩の蛍光X線理論強度計算式

電子連滞
空孔生成 X線量生
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EDX 

X線管 Rh9ーゲシト， 15-50 kV 
1；大X線フィJレ9- Ni,Zr.，未使用
検出器Si(Li) SSD 

1結晶型WDX

X線管 Rh,40 kV 
検出器シンチレーションカウンター
分光結晶 LiF(200) (2d=4.027 A) 

2結晶型WDX

X線管 W,45kV 
検出器比例E十数管
分光結晶 Si(220)(2d=3.B40 A) 

SEM-EDX 

電子銃印加電圧 16-30 kV 
検出器SDD
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〉〈線管印加電圧に対するLall凶量度比の実験値と計算値

(5）表面粗さ
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Pbメ空ルのEDXRFスベクトJし

(3) 1次X線フィJレター

フィルターによって入射X線スペクト
ルが変化するため，強度比が変化

白岩の式により，フィルターの違い
による強度比変化を再現出来た 表面粗ざの違いにより，LaJL[l

の値が約10%変化した
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PbメヲルのSEMEDXスベヲトル

無視できない程影響の大きいLα L~ 強度比変化要因として分解能と励起エネルギーの違
いが挙げられる測定条件に合わせた強度比の値を知ることが重要である
－分解能
分解能が悪いとL~uピーク付近の様々なピークが重なり合い， L~ピーク強度が増大する
それゆえ， EDXRFスペクトルにおいては， LαL~ 強度比が2: 1からずれる
－励起エネルギー
EDXのX線管印加電圧を変えることにより， LαL~ 弓 4 1 (15kV）からLαL~ ：守 1 1 
(50kV）へと変化した励起エネルギーの違いにより，L3,L2イオン化断面積の比が変化するこ
とが原因である

減車管ED力口電圧に対するLall（強度比の計算値
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〉く占星管E日加電圧に対するLαIL融度比の実験値

(6）原子番号 (7）化学状態

ILaJL[lの変化量は10%以下


